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Вузлові сітки

Вузлова сітка – площина, що проходить через три вузли ґратки

(внаслідок періодичності ґратки вона містить нескінченну кількість

вузлів)

Родини (паралельних) вузлових сіток позначають індексами Міллера

(h k l), для знаходження яких необхідно:

(1) Визначити координати точок перетину площини з трьома

кристалографічними осями (частки a, b і c).

(2) Взяти їх обернені значення.

(3) Знайти три найменші цілі числа з такими ж співвідношеннями.



Міжплощинні віддалі

Міжплощинна віддаль dhkl – віддаль між двома сусідніми одноіменними

вузловими сітками.



Систематичні погашення

Систематичні погашення пов’язані з наявністю:

центрованості комірки – спостерігаються для hkl

площини ковзного відбиття – для hk0, h0l, 0kl, hhl

гвинтової осі – для h00, 0k0, 00l

Умови дифракції (можливі відбиття)

Ґратка Браве:

I h k l h + k + l = 2n

F h k l h + k = 2n, h + l = 2n, k + l = 2n

C h k l h + k = 2n

Площина ковзного відбиття:

a ⊥ [0 1 0] h 0 l h = 2n (Pma2)

Гвинтова вісь, паралельна до [0 0 1]:

63 0 0 l l = 2n (P63/m)







В основі рентгеноструктурного аналізу лежить властивість 

рентгенівського проміння проникати всередину тіл і дифрагувати

від  частинок кристала (атомів, іонів, молекул), які періодично 

повторюються в просторі.

Рентгенівська лампа є джерелом білого (поліхроматичного) та 

характеристичного (монохроматичного) проміння.

Дифракція спостерігається при співвимірності довжини хвилі 
проміння та міжплощинних віддалей dhkl кристалу.

Рентгенівське проміння взаємодіє з електронами.

Закон Бреґґа-Вульфа

Інтерференція здійснюється при умові:

nλ = 2dhkl sinθ





K: перехід L → K, K: перехід M (N) → K

K1: перехід L3 → K, K2: перехід L2 → K



Рентгенофазовий аналіз – ідентифікація кристалічної речовини.

Рентгеноструктурний аналіз – побудова просторової моделі

кристалічної речовини.


